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【訂正前】 

表 36.2 ADC の機能と ADC の動作モードの対応関係 

機能 
SAR モード 

オーバーサンプリング

モード
ハイブリッドモード

シ
ン
グ
ル
ス

キ
ャ
ン
モ
ー

ド 連
続
ス
キ
ャ

ン
モ
ー
ド

シ
ン
グ
ル
ス

キ
ャ
ン
モ
ー

ド 連
続
ス
キ
ャ

ン
モ
ー
ド

シ
ン
グ
ル
ス

キ
ャ
ン
モ
ー

ド 連
続
ス
キ
ャ

ン
モ
ー
ド

バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
連
続

ス
キ
ャ
ン
モ

ー
ド

アナログ入力 シングルエンド入力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

差動入力 -(注 1) -(注 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

プログラマブルゲインア

ンプ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

チャネル専用サンプル

＆ホールド回路 
✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

診断機能／拡張アナ

ログ機能

断線検出アシスト機

能 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

自己診断 ✓ ✓ ✓ - ✓ - - 

内部基準電圧 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

温度センサ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

D/A コンバータ 

(DA0～DA3) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

スキャン動作 グループ優先動作 ✓ ✓ - - - - - 

複合 A/D コンバータ

同期動作 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

デジタル演算 デジタルフィルタ機能 - - ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2)

ユーザーゲイン／オフ

セット調整機能
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

加算／平均機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

リミッタークリップ機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

コンペアマッチ機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FIFO 機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

注 1. 例外として、自己診断動作でのみ、差動入力モードをサポートしています。 

注 2. オーバーサンプリングモードおよびハイブリッドモードの場合、デジタルフィルタ機能の使用を必要とします。 
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【訂正後】 

表 36.2 ADC の機能と ADC の動作モードの対応関係 

機能 
SAR モード 

オーバーサンプリング

モード
ハイブリッドモード

シ
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ン
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ッ
ク
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ラ

ウ
ン
ド
連
続

ス
キ
ャ
ン
モ

ー
ド

アナログ入力 シングルエンド入力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

差動入力 -(注 1) -(注 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

プログラマブルゲインアン

プ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

チャネル専用サンプル＆

ホールド回路
✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

診断機能／拡張

アナログ機能

断線検出アシスト機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

自己診断 ✓ ✓ ✓ - ✓ - (注 3) - (注 3)

内部基準電圧 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

温度センサ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

D/A コンバータ (DA0

～DA3) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

スキャン動作 グループ優先動作 ✓ ✓ - - - - - 

複合 A/D コンバータ同

期動作 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

デジタル演算 デジタルフィルタ機能 - - ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2) ✓(注 2)

ユーザーゲイン／オフセッ

ト調整機能
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

加算／平均機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

リミッタークリップ機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

コンペアマッチ機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FIFO 機能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

注 1. 例外として、自己診断動作でのみ、差動入力モードをサポートしています。 

注 2. オーバーサンプリングモードおよびハイブリッドモードの場合、デジタルフィルタ機能の使用を必要とします。 

注３．例外として、チャネル専用サンプル＆ホールド回路のダミー変換チャネル使用時のみ連続スキャンモードとバックグラウンド連続スキャンモードをサポートしています。 

詳細は、「36.3.16.3(1)ハイブリッドモードでのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の使用制限」を参照してください。 
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【訂正前】 

図 36.4 クロック構成 

【訂正後】 

図 36.4 クロック構成 
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【訂正前】 

表 36.12 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのスキャン動作例 

手順 動作 

1 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、トリガに対応するスキャングループのスキャン動作が開始します。

スキャン動作が開始すると、該当のスキャングループに対応する ADGRSR.ACTGRn (n = 0～8) ビットは 1 になります。A/D

変換を行う A/D コンバータに対応する ADSR.ADACTm (m = 0, 1) ビットも 1 になります。 

2 ハイブリッドモードでは、オーバーサンプリングが実行されるごとにアナログチャネルを切り替える間に、スキャン動作が行われます。

3 デジタルフィルタの TAP 数や A/D 変換値加算／平均回数に対応したオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行された

後、A/D 変換データが出力されます。（最初の A/D 変換データを取得するのに必要なオーバーサンプリングに要する時間を、

初期遅延時間と呼びます。）A/D 変換データはデータレジスタ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に

格納されます。FIFO を使用する場合、A/D 変換データは FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納され

ます。 

4 スキャン終了割り込みが許可されている場合、該当のスキャングループに割り当てられたすべての仮想チャネルの A/D 変換が完

了すると、そのスキャングループに対応するスキャン終了割り込みが生成されます。 

5 デジタルフィルタに格納されたオーバーサンプリングデータが保持されている間に、2 番目とそれ以降のスキャン動作が行われます。 

A/D 変換値加算／平均回数に対応した 1 回または複数回のオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行されるごとに、次

の A/D 変換データが出力されます。（連続スキャン動作において 2 番目とそれ以降の A/D 変換データを取得するのに必要な

オーバーサンプリングに要する時間を、群遅延時間と呼びます。）

A/D 変換データはデータレジスタ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に格納されます。FIFO を使用

する場合、A/D 変換データは FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納されます。 

6 スキャン終了割り込みが許可されている場合、該当のスキャングループに割り当てられたすべての仮想チャネルの A/D 変換が完

了すると、そのスキャングループに対応するスキャン終了割り込みが生成されます。 

7 その後、A/D 変換停止処理が実行されるまで、手順 5～6 は繰り返され、スキャン動作が続きます。A/D 変換を停止するに

は、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」の手順に従ってください。 

【訂正後】 

表 36.12 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのスキャン動作例 

手順 動作 

1 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、トリガに対応するスキャングループのスキャン動作が開始します。

スキャン動作が開始すると、該当のスキャングループに対応する ADGRSR.ACTGRn (n = 0～8) ビットは 1 になります。A/D

変換を行う A/D コンバータに対応する ADSR.ADACTm (m = 0, 1) ビットも 1 になります。 

2 ハイブリッドモードでは、オーバーサンプリングが実行されるごとにアナログチャネルを切り替える間に、スキャン動作が行われます。

3 デジタルフィルタの TAP 数や A/D 変換値加算／平均回数に対応したオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行された

後、A/D 変換データが出力されます。（最初の A/D 変換データを取得するのに必要なオーバーサンプリングに要する時間を、初

期遅延時間と呼びます。）A/D 変換データはデータレジスタ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に格

納されます。FIFO を使用する場合、A/D 変換データは FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納されま

す。 

4 スキャン終了割り込みが許可されている場合、該当のスキャングループに割り当てられたすべての仮想チャネルの A/D 変換が完了

すると、そのスキャングループに対応するスキャン終了割り込みが生成されます。 

5 初期遅延時間経過後のスキャン動作では、オーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行されるごとに、デジタルフィルタのデータ

が更新されます。各アナログチャネルに対する更新された A/D変換データは、A/D 変換値加算／平均回数に対応した 1回また

は複数回のオーバーサンプリングが行われるたびに出力可能になります。 

A/D 変換データはデータレジスタ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に格納されます。FIFO を使用す

る場合、A/D 変換データは FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納されます。 

6 スキャン終了割り込みが許可されている場合、該当のスキャングループに割り当てられたすべての仮想チャネルの A/D 変換が完了

すると、そのスキャングループに対応するスキャン終了割り込みが生成されます。 

7 その後、A/D 変換停止処理が実行されるまで、手順 5～6 は繰り返され、スキャン動作が続きます。A/D 変換を停止するに

は、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」の手順に従ってください。 
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【訂正前】 

ADACT0

スキャングループ

仮想チャネル

アナログチャネル

A/Dコンバータ動作

ADDR0

ADDR2

ADDR4

A/Dスキャン終了割り込み0

(ADC_ADI0)

Scan Group 0

VC0

AN000

SPL CNV

開始トリガ

Idle

アナログチャネル0

(AN000)

アナログチャネル2

(AN002)

アナログチャネル4

(AN004)

仮想チャネル0

仮想チャネル1

仮想チャネル2

スキャングループ0
A/Dコンバータユニット0

(ADC0)

A/D変換設定

A/D変換動作

(1)
ACTGR0

スキャン開始処理

スキャングループ0用

SPL CNV SPL CNV

VC1 VC2

AN002 AN004

注.  VC : 仮想チャネル

   SPL : サンプリング状態

   CNV : 変換状態

(4)割り込み発生

(2)

SPL CNV SPL CNV SPL CNV

(3)

(3)

(3)

VC0

AN000

VC1 VC2

AN002 AN004

AN000 AN002 AN004 AN000 AN002 AN004

AN000のA/D変換結果
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AN002 AN004

VC0
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AN002 AN004
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AN000
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AN002のA/D変換結果
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AN000のA/D変換結果

AN002のA/D変換結果

AN000のA/D変換結果

AN002のA/D変換結果

1回目のスキャン動作 2回目のスキャン動作 3回目のスキャン動作

4回目のス

キャン動作

(5) (7)

(5) (7)

(5)

(5)

(5)

(6)割り込み発生

(7)

初期遅延時間 群遅延時間 群遅延時間

図 36.12 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのスキャン動作例 
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【訂正後】 

ADACT0

スキャングループ
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アナログチャネル

A/Dコンバータ動作
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図 36.12 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのスキャン動作例 
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【訂正前】 

表 36.13 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのスキャン動作例 

手順 動作 

1 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、トリガに対応するスキャングループのスキャン動作

が開始します。 

スキャン動作が開始すると、該当のスキャングループに対応するADGRSR.ACTGRn (n = 0～8) ビットは1 になります。A/D

変換を行う A/D コンバータに対応する ADSR.ADACTm (m = 0, 1) ビットも 1 になります。 

2 ハイブリッドモードでは、オーバーサンプリングが実行されるごとにアナログチャネルを切り替える間に、スキャン動作が行われます。

3 デジタルフィルタの TAP 数や A/D 変換値加算／平均回数に対応したオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行され 

た後、A/D 変換データは出力準備中になります。 

（最初の A/D 変換データを取得するのに必要なオーバーサンプリングに要する時間を、初期遅延時間と呼びます。バックグラ 

ウンド連続スキャン動作では、スキャン動作開始から初期遅延時間が経過した後に、A/D 変換データを取得可能です。）

4 デジタルフィルタに格納されたオーバーサンプリングデータが保持されている間に、2 番目とそれ以降のスキャン動作が行わ 

れます。オーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行されるごとに、デジタルフィルタのデータは更新されます。A/D変換値加

算／平均回数に対応した 1 回または複数回のオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行されるごとに、次の A/D 変換

データが出力準備中になります。 

（連続スキャン動作において 2 番目とそれ以降の A/D 変換データを取得するのに必要なオーバーサンプリングに要する時間

を、群遅延時間と呼びます。バックグラウンド連続スキャン動作では、スキャン動作開始から初期遅延時間が経過した後、 

群遅延時間が経過するごとに、更新された A/D 変換データを取得可能です。） 

5 バックグラウンド連続スキャン動作中に A/D 変換開始トリガが入力されると、その時点で最近の A/D 変換データがデータレジス

タ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に格納されます。FIFO 機能が有効な場合、A/D 変換データ

は FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納されます。 

6 スキャン終了割り込みが許可されている場合、スキャン終了割り込みが生成されます。

7 その後、A/D 変換停止処理が実行されるまで、バックグラウンド連続スキャン動作（手順 4）は繰り返されます。バックグラウン

ド連続スキャン動作中に A/D 変換開始トリガが入力されるときはいつでも、A/D 変換データが出力されます（手順 5、手順

6）。A/D 変換を停止するには、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」の手順に従ってください。

【訂正後】 

表 36.13 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのスキャン動作例 

手順 動作 

1 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、トリガに対応するスキャングループのスキャン動作

が開始します。 

スキャン動作が開始すると、該当のスキャングループに対応するADGRSR.ACTGRn (n = 0～8) ビットは1 になります。A/D

変換を行う A/D コンバータに対応する ADSR.ADACTm (m = 0, 1) ビットも 1 になります。 

2 ハイブリッドモードでは、オーバーサンプリングが実行されるごとにアナログチャネルを切り替える間に、スキャン動作が行われます。

3 デジタルフィルタの TAP 数や A/D 変換値加算／平均回数に対応したオーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行され 

た後、A/D 変換データは出力準備中になります。 

（最初の A/D 変換データを取得するのに必要なオーバーサンプリングに要する時間を、初期遅延時間と呼びます。バックグラ 

ウンド連続スキャン動作では、スキャン動作開始から初期遅延時間が経過した後に、A/D 変換データを取得可能です。）

4 初期遅延時間経過後のスキャン動作では、オーバーサンプリングが各アナログチャネルに実行されるごとに、デジタルフィルタのデー

タが更新されます。各アナログチャネルに対する更新された A/D変換データは、A/D 変換値加算／平均回数に対応した 1回

または複数回のオーバーサンプリングが行われるたびに出力可能になります。 

5 バックグラウンド連続スキャン動作中に A/D 変換開始トリガが入力されると、その時点で最近の A/D 変換データがデータレジス

タ (ADDRi (i = 0～28), ADEXDRj (j = 0～2、5～8)) に格納されます。FIFO 機能が有効な場合、A/D 変換データ

は FIFO データレジスタ (ADFIFODRk (k = 0～8)) にも格納されます。 

6 スキャン終了割り込みが許可されている場合、スキャン終了割り込みが生成されます。

7 その後、A/D 変換停止処理が実行されるまで、バックグラウンド連続スキャン動作（手順 4）は繰り返されます。バックグラウン

ド連続スキャン動作中に A/D 変換開始トリガが入力されるときはいつでも、A/D 変換データが出力されます（手順 5、手順

6）。A/D 変換を停止するには、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」の手順に従ってください。
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図 36.13 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのスキャン動作例 
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図 36.13 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのスキャン動作例 
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【訂正前】 

表 36.16 自己診断機能を使用する場合の動作モード 

動作モード（スキャンモード） 自己診断機能 

SAR モード（シングルスキャンモード） ✓ 

SAR モード（連続スキャンモード） - 

オーバーサンプリングモード（シングルスキャンモード） ✓ 

オーバーサンプリングモード（連続スキャンモード） - 

ハイブリッドモード（シングルスキャンモード） ✓ 

ハイブリッドモード（連続スキャンモード） - 

ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード） - 

注. ✓：使用可能、—：使用不可 

【訂正後】 

表 36.16 自己診断機能を使用する場合の動作モード 

動作モード（スキャンモード） 自己診断機能 

SAR モード（シングルスキャンモード） ✓ 

SAR モード（連続スキャンモード） ✓ 

オーバーサンプリングモード（シングルスキャンモード） ✓ 

オーバーサンプリングモード（連続スキャンモード） - 

ハイブリッドモード（シングルスキャンモード） ✓ 

ハイブリッドモード（連続スキャンモード） - (注 1)

ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード） - (注 1)

注. ✓：使用可能、—：使用不可 

注 1．例外として、チャネル専用サンプル＆ホールド回路のダミー変換チャネル使用時のみ連続スキャンモードとバックグラウンド連続スキャンモードをサポートしています。 

詳細は、「36.3.16.3(1)ハイブリッドモードでのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の使用制限」を参照してください。 
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図 36.21 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の基本動作 
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図 36.21 ハイブリッドモード（連続スキャンモード）でのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の基本動作 
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図 36.22 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の基本動作 

【訂正後】 
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図 36.22 ハイブリッドモード（バックグラウンド連続スキャンモード）でのチャネル専用サンプル＆ホールド回路の基本動作 
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【訂正前】 

表 36.51 初期設定手順 

No. 手順 説明 

1 モジュールストップ解除 MSTPCR レジスタで ADC のモジュールストップビットを解除します。 

2 入出力ポート設定 アナログ入力として使用される端子の ASEL ビットを 1 にします。

3 同期動作設定 同期動作機能の設定をします。 

同期動作機能は、リセット解除後のレジスタ初期値で有効になります。同期動作 

を使用しない場合、同期動作を無効にしてください(ADSYCR.ADSYDISm = 1 

(m = 0, 1))。 

4 ADCLK設定 ADCLK のクロックソースと分周比を設定します。 

その後、ADCLKENR.CKEN ビットを 1 にし、ADCLK のクロック供給を待ちま 

す (ADCLKSR.CLKSR = 1)。 

5 A/D変換設定 A/D 変換の設定を行います。 

6 動作安定までの待機 電気的特性で指定された動作安定時間が経過するまで待ちます。 

7 自己校正 A/D 変換を開始する前に、自己校正が必須です。 

自己校正を設定し、実行します。 

詳細は、「36.3.8. 自己校正」を参照してください。 

8 トリガ設定 周辺モジュールからのトリガで A/D 変換を開始する場合、各スキャングループ 

に対するトリガを設定します。 

9 A/D 変換開始 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、A/D 変

換（スキャン動作）が開始します。 

【訂正後】 

表 36.51 初期設定手順 

No. 手順 説明 

1 モジュールストップ解除 MSTPCR レジスタで ADC のモジュールストップビットを解除します。 

2 入出力ポート設定 アナログ入力として使用される端子の ASEL ビットを 1 にします。

3 同期動作設定 同期動作機能の設定をします。 

同期動作機能は、リセット解除後のレジスタ初期値で有効になります。同期動作 

を使用しない場合、同期動作を無効にしてください(ADSYCR.ADSYDISm = 1 

(m = 0, 1))。 

4 ADCLK設定 ADCLK のクロックソースと分周比を設定します。(注１) 

その後、ADCLKENR.CKEN ビットを 1 にし、ADCLK のクロック供給を待ちま 

す (ADCLKSR.CLKSR = 1)。 

5 A/D変換設定 A/D 変換の設定を行います。 

6 動作安定までの待機 電気的特性で指定された動作安定時間が経過するまで待ちます。 

7 自己校正 A/D 変換を開始する前に、自己校正が必須です。 

自己校正を設定し、実行します。 

詳細は、「36.3.8. 自己校正」を参照してください。 

8 トリガ設定 周辺モジュールからのトリガで A/D 変換を開始する場合、各スキャングループ 

に対するトリガを設定します。 

9 A/D 変換開始 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、A/D 変

換（スキャン動作）が開始します。 

注 1. GPTCLK 選択時は、モジュールストップレジスタ E（MSTPCRE）により GPT のモジュールストップ状態を解除してください。詳細は、「10. 

低消費電力モード」を参照してください。
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【訂正前】 

表 36.52 ADCLK設定変更手順 

No. 手順 説明 

1 トリガ入力無効化 周辺モジュールからのトリガ入力を無効にします。 

（ADTRGENR.STTRGENn = 0 (n = 0～8) を書き込みます。） 

2 A/D変換の停止 すべての A/D コンバータが停止していることを確認します。 

A/D 変換が実行中の場合、すべての A/D 変換が完了するまで待つか、A/D 変換動 

作を強制停止します。 

A/D 変換動作の強制停止の詳細については、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」 

を参照してください。 

3 ADCLK クロック供給の停止 ADCLKENR.CKEN ビットを 0 にします。その後、ADCLK が停止するまで待ち 

ます (ADCLKSR.CLKSR = 0)。 

4 ADCLK設定の変更 ADCLK のクロックソースおよび分周比を変更します。 

5 ADCLK クロック供給の開始 ADCLKENR.CKEN ビットを 1 にし、ADCLK のクロック供給を待ちます 

(ADCLKSR.CLKSR = 1)。 

6 A/D変換設定の変更 ADCLK 周波数の変更に伴い、以下の設定を変更します。 

● A/D コンバータの逐次比較時間

● A/D 変換のサンプリングステート数

● チャネル専用サンプル&ホールド回路のサンプリングステート数とホール

ドモード切り替えステート数(注 1)

● 自己校正動作のステート数（A/D コンバータおよびチャネル専用サンプル&

ホールド回路(注 1)）

● 同期動作期間(注 2)

● 断線検出アシスト期間(注 3)

A/D 変換に関する他の設定で変更の必要なものがあれば、ここで変更します。 

7 動作安定までの待機 「46. 電気的特性」で指定された動作安定時間が経過するまで待ちます。 

8 自己校正 A/D 変換を開始する前に、自己校正動作を実行します。詳細は、「36.3.8. 自己校 

正」を参照してください。 

9 トリガ設定 周辺モジュールからのトリガで A/D 変換を開始する場合、各スキャングループ 

に対するトリガを設定します。 

10 A/D 変換開始 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、A/D 変

換（スキャン動作）が開始します。 
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【訂正後】 

表 36.52 ADCLK設定変更手順 

No. 手順 説明 

1 トリガ入力無効化 周辺モジュールからのトリガ入力を無効にします。 

（ADTRGENR.STTRGENn = 0 (n = 0～8) を書き込みます。） 

2 A/D変換の停止 すべての A/D コンバータが停止していることを確認します。 

A/D 変換が実行中の場合、すべての A/D 変換が完了するまで待つか、A/D 変換動 

作を強制停止します。 

A/D 変換動作の強制停止の詳細については、「36.5.4. A/D 変換動作の強制停止」 

を参照してください。 

3 ADCLK クロック供給の停止 ADCLKENR.CKEN ビットを 0 にします。その後、ADCLK が停止するまで待ち 

ます (ADCLKSR.CLKSR = 0)。 

4 ADCLK設定の変更 ADCLK のクロックソースおよび分周比を変更します。(注４) 

5 ADCLK クロック供給の開始 ADCLKENR.CKEN ビットを 1 にし、ADCLK のクロック供給を待ちます 

(ADCLKSR.CLKSR = 1)。 

6 A/D変換設定の変更 ADCLK 周波数の変更に伴い、以下の設定を変更します。 

● A/D コンバータの逐次比較時間

● A/D 変換のサンプリングステート数

● チャネル専用サンプル&ホールド回路のサンプリングステート数とホール

ドモード切り替えステート数(注 1)

● 自己校正動作のステート数（A/D コンバータおよびチャネル専用サンプル&

ホールド回路(注 1)）

● 同期動作期間(注 2)

● 断線検出アシスト期間(注 3)

A/D 変換に関する他の設定で変更の必要なものがあれば、ここで変更します。 

7 動作安定までの待機 「46. 電気的特性」で指定された動作安定時間が経過するまで待ちます。 

8 自己校正 A/D 変換を開始する前に、自己校正動作を実行します。詳細は、「36.3.8. 自己校 

正」を参照してください。 

9 トリガ設定 周辺モジュールからのトリガで A/D 変換を開始する場合、各スキャングループ 

に対するトリガを設定します。 

10 A/D 変換開始 ソフトウェアトリガまたは周辺モジュールからのトリガが入力されると、A/D 変

換（スキャン動作）が開始します。 

注 1. チャネル専用サンプル&ホールド回路を使用しない場合、設定は不要です。 

注 2. 同期動作設定が無効な場合 (ADSYCR, ADSYDISm = 1 (m = 0, 1))、変更は不要です。 

注 3. 断線検出アシスト機能を使用しない場合、設定は不要です。 

注4. GPTCLK選択時は、モジュールストップレジスタE（MSTPCRE）によりGPTのモジュールストップ状態を解除してください。詳細は、「10. 低

消費電力モード」を参照してください。 
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【訂正前】 

表 36.56 A/D変換処理時間 

項目 シンボル 処理時間 

チャネル専用

サンプル&ホ

ールド処理時

間

サンプリング時間 tSH_SPL ADSHSTRm.SHSST[7:0] × ADCLK 

ホールドモード切り替え時間 tSH_HLD ADSHSTRm.SHHST[2:0] × ADCLK 

サンプリングモード切り替え時間（ハイ

ブリッドモードの場合のみ）

tSH_D (ADSYCR.ADSYCYC[10:0] - 1) × ADCLK 

断線検出アシスト処理時間 tDDA ［断線検出アシスト機能無効時］ 

● 0

［断線検出アシスト機能有効時］ 

● ADSGDCRn.ADNDIS[3:0] × ADCLK

A/D 変換時間 サンプリング時間 tAD_SPL ADSSTRp.SSTq[9:0] × ADCLK 

逐次変換時間 tAD_CNV ADCNVSTR.CSTm[5:0] × ADCLK 

A/D 変換デー

タ処理時間

SAR モード

（デジタルフ

ィルタ機能不

使用） 

ADCLK = PCLKA/1 

設定時(注 1) 

tADDP ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 6 ADCLK + 2 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 7 ADCLK + 2 PCLKA

上記以外 ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 7 ADCLK + (5～6 PCLKA)

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 8 ADCLK + (5～6 PCLKA)

オーバーサン

プリングモー

ドまたはハイ

ブリッドモー

ド（デジタルフ

ィルタ機能使

用）

ADCLK = PCLKA/1 

設定時(注 1) 
［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 8 ADCLK + 2 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 9 ADCLK + 2 PCLKA

上記以外 ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 9 ADCLK + 5～6 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 10 ADCLK + 5～6 PCLKA

総合A/D 変換

時間 

(SAR モード) 
(注 3) 

チャネル変換時間(注 2) tADCH_S (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × NADC × ADCLK 

スキャン変換時間(注 4) tSCAN_S ［チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時］ 

● ΣtADCH_S

［チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時］ 

● tSH_SPL + tSH_HLD + ΣtADCH_S

総合 A/D 変

換時間（オー

バーサンプリ

ングモード）
(注 3)

オーバーサンプリング期間 tOV_OS (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × ADCLK 

チャネル変換時間 tADCH_O (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × (NTAP + NADC) × ADCLK 

スキャン変換時間(注 5) tSCAN_O 
ΣtADCH_O 

総合 A/D 変

換時間（ハイ

ブリッドモー

ド）(注 3) 

ハイブリッドモードでのチャネル専用

サンプル&ホールド処理時間

tHY_SH tSH_SPL + tSH_HLD + tSH_D 

オーバーサンプリング期間 tHY_OS (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × ADCLK 

スキャン変換

時間

初期遅延 tHY_ID [チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時]

●( NTAP + NADC ) × ΣtHY_OS (注 6)

[チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時]

●( tHY_SH × (NADC + NTAP ) - tSH_D ) + ( NTAP + NADC )

× ΣtHY_OS (注 6) 

群遅延 tHY_GD [チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時]

●ΣtHY_OS (注 6)

[チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時]

● tHY_SH + ΣtHY_OS (注 6)

注. n = 0～8、m = 0、1、p = 0～7、q = 0～15 
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NADC：この値は ADDOPCRBx.ADC[3:0] (x = 0～36) の設定値に応じた加算/平均回数です。A/D 変換値加算／平均機能を使用しない場合、この値は 1 です。 

NTAP：この値は ADDOPCRAx.DFSEL[2:0] (x = 0～36) ビットと ADDFSRm.DFSELy[1:0] (m = 0, 1, y = 0～4) ビットで選択されたデジタルフィルタの TAP 数です。 

NSGCH：この値はスキャングループのチャネル数です。 

注 1. ADCLKCR.CLKSEL[1:0] = 10b かつ ADCLKCR.DIVR[2:0] = 000b が設定されている場合 

注 2. チャネル専用サンプル&ホールド処理時間を含みません。 

注 3. A/D 変換データ処理時間を含みません。 

注 4. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるチャネル変換時間 (tADCH_N) の総和です。チャネル専用サンプル&ホールド回路を使用する場合は、

チャネル専用サンプル&ホールド処理時間（tSH_SPL および tSH_HLD）も加算されます。

注 5. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるチャネル変換時間 (tADCH_O) の総和です。 

注 6. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるオーバーサンプリング期間 (tHY_OS) の総和です。 

【訂正後】 

表 36.56 A/D変換処理時間 

項目 シンボル 処理時間 

チャネル専

用サンプル

&ホールド

処理時間

サンプリング時間 tSH_SPL ADSHSTRm.SHSST[7:0] × ADCLK 

ホールドモード切り替え時間 tSH_HLD ADSHSTRm.SHHST[2:0] × ADCLK 

サンプリングモード切り替え時間（ハイ

ブリッドモードの場合のみ）

tSH_D (ADSYCR.ADSYCYC[10:0] - 1) × ADCLK 

断線検出アシスト処理時間 tDDA ［断線検出アシスト機能無効時］ 

● 0

［断線検出アシスト機能有効時］ 

● ADSGDCRn.ADNDIS[3:0] × ADCLK

A/D 変換時

間 

サンプリング時間 tAD_SPL ADSSTRp.SSTq[9:0] × ADCLK 

逐次変換時間 tAD_CNV ADCNVSTR.CSTm[5:0] × ADCLK 

A/D 変換デ

ータ処理時

間 

SAR モード

（デジタルフ

ィルタ機能不

使用） 

ADCLK = PCLKA/1 設

定時(注 1) 

tADDP ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 6 ADCLK + 2 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 7 ADCLK + 2 PCLKA

上記以外 ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 7 ADCLK + (5～6 PCLKA)

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 8 ADCLK + (5～6 PCLKA)

オーバーサン

プリングモー

ドまたはハイ

ブリッドモー

ド（デジタルフ

ィルタ機能使

用）

ADCLK = PCLKA/1 設

定時(注 1) 
［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 8 ADCLK + 2 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 9 ADCLK + 2 PCLKA

上記以外 ［A/D 変換値加算/平均機能不使用時］ 

● 9 ADCLK + 5～6 PCLKA

［A/D 変換値加算/平均機能使用時］ 

● 10 ADCLK + 5～6 PCLKA

総合A/D 変

換時間 

(SAR モー

ド) 
(注 3)

チャネル変換時間(注 2) tADCH_S (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × NADC × ADCLK 

スキャン変換時間(注 4) tSCAN_S ［チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時］ 

● ΣtADCH_S

［チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時］ 

● tSH_SPL + tSH_HLD + ΣtADCH_S

総合 A/D 変

換時間（オー

バーサンプ

リングモー

ド）(注 3)

オーバーサンプリング周期 tOV_OS (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × ADCLK 

チャネル変換時間 tADCH_O (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × (NTAP + NADC) × ADCLK 

スキャン変換時間(注 5) tSCAN_O 
ΣtADCH_O 
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総合 A/D 変

換時間（ハイ

ブリッドモ

ード）(注 3) 

ハイブリッドモードでのチャネル専用

サンプル&ホールド処理時間

tHY_SH tSH_SPL + tSH_HLD + tSH_D 

オーバーサンプリング周期 tHY_OS (tDDA + tAD_SPL + tAD_CNV) × ADCLK 

スキャン変換

時間

初期遅延 tHY_ID [チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時]

●( NTAP + NADC ) × ΣtHY_OS (注 6)

[チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時]

●( tHY_SH × (NADC + NTAP ) - tSH_D ) + ( NTAP + NADC ) ×

ΣtHY_OS (注 6)

初期遅延時間経過後 tSCAN_HY [チャネル専用サンプル&ホールド回路不使用時]

●ΣtHY_OS (注 6)

[チャネル専用サンプル&ホールド回路使用時]

● tHY_SH + ΣtHY_OS (注 6)

注. n = 0～8、m = 0、1、p = 0～7、q = 0～15 

NADC：この値は ADDOPCRBx.ADC[3:0] (x = 0～36) の設定値に応じた加算/平均回数です。A/D 変換値加算／平均機能を使用しない場合、この値は 1 です。 

NTAP：この値は ADDOPCRAx.DFSEL[2:0] (x = 0～36) ビットと ADDFSRm.DFSELy[1:0] (m = 0, 1, y = 0～4) ビットで選択されたデジタルフィルタの TAP 数です。 

NSGCH：この値はスキャングループのチャネル数です。 

注 1. ADCLKCR.CLKSEL[1:0] = 10b かつ ADCLKCR.DIVR[2:0] = 000b が設定されている場合 

注 2. チャネル専用サンプル&ホールド処理時間を含みません。 

注 3. A/D 変換データ処理時間を含みません。 

注 4. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるチャネル変換時間 (tADCH_N) の総和です。チャネル専用サンプル&ホールド回路を使用する場合は、

チャネル専用サンプル&ホールド処理時間（tSH_SPL および tSH_HLD）も加算されます。

注 5. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるチャネル変換時間 (tADCH_O) の総和です。 

注 6. スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルの変換設定から算出されるオーバーサンプリング周期(tHY_OS) の総和です。 
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【訂正前】 
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注.　i, j, k：任意のアナログチャネル番号
         m = 0, 1

図 36.55 A/D 変換処理時間（ハイブリッドモード） 

【訂正後】 
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注.　i, j, k：任意のアナログチャネル番号
         m = 0, 1

図 36.55 A/D 変換処理時間（ハイブリッドモード） 
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【訂正前】 
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注.　i, j, k：任意のアナログチャネル番号
         m = 0, 1

図 36.56 A/D 変換処理時間（チャネル専用サンプル＆ホールド回路使用時のハイブリッドモード） 

【訂正後】 
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注.　i, j, k：任意のアナログチャネル番号
         m = 0, 1

図 36.56 A/D 変換処理時間（チャネル専用サンプル＆ホールド回路使用時のハイブリッドモード） 
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【訂正前】 

36.10.1 A/D 変換動作中の動作設定変更の禁止 

A/D 変換の動作設定に関連するレジスタは、すべての A/D コンバータが停止（ADSR.ADACTm = 0 および 

ADSR.CALACTm = 0 (m = 0, 1)）しているときに設定してください。下記のレジスタを除き、A/D 変換中は設定 

の変更（書き込み）は禁止されています。A/D 変換中に動作設定が変更された場合、動作は保証されません。 

[A/D コンバータの動作中に書き込み可能なレジスタ] 

● ステータスクリアレジスタ

– A/D コンバータ動作に関連するステータスクリアレジスタ

(ADERSCR, ADCALSCR, ADCALENDSCR, ADSCANENDSCR)

【訂正後】 

36.10.1 A/D 変換動作中の動作設定変更の禁止 

A/D 変換の動作設定に関連するレジスタは、すべての A/D コンバータが停止（ADSR.ADACTm = 0 および 

ADSR.CALACTm = 0 (m = 0, 1)）しているときに設定してください。下記のレジスタを除き、A/D 変換中は設定 

の変更（書き込み）は禁止されています。A/D 変換中に動作設定が変更された場合、動作は保証されません。 

[A/D コンバータの動作中に書き込み可能なレジスタ] 

● ステータスクリアレジスタ

– A/D コンバータ動作に関連するステータスクリアレジスタ

(ADERSCR, ADCALENDSCR, ADSCANENDSCR)

【訂正前】 

表 37.1 DAC12 の仕様 

項目 内容 

分解能 12 ビット 

出力チャネル 4 チャネル 

モジュールストップ機能 モジュールストップ状態に設定して消費電力を削減

イベントリンク機能（入力） イベント信号の入力により、DA0、DA1、DA2 および DA3 変換の開始が可能

D/A出力のアンプ制御機能 出力アンプ（アンプスルー制御およびアンプバイアス制御）の使用／不使用を制御 

D/A出力の出力先制御機能 外部端子への出力を使用するか内部モジュール (ACMPHS) への出力を使用するかを制御 

TrustZone フィルタ セキュリティ属性を設定可能

【訂正後】 

表 37.1 DAC12 の仕様 

項目 内容 

分解能 12 ビット 

出力チャネル 4 チャネル 

モジュールストップ機能 モジュールストップ状態に設定して消費電力を削減

イベントリンク機能（入力） イベント信号の入力により、DA0、DA1、DA2 および DA3 変換の開始が可能

D/A出力のアンプ制御機能 出力アンプ（アンプスルー制御およびアンプバイアス制御）の使用／不使用を制御 

D/A出力の出力先制御機能 
外部端子への出力を使用するか内部モジュール (ACMPHS、ADC) への出力を使用するか

を制御 

TrustZone フィルタ セキュリティ属性を設定可能
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【訂正前】 

図 37.1 DAC12 のブロック図 
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【訂正後】 
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図 37.1 DAC12 のブロック図 
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【訂正前】 

表 37.5 D/A変換とアナログ出力制御 

DACR DAAMPCR DAASWCR 
チャネル i の動作

チャネル iアンプ動

作 

チャネル i アナログ

外部出力(注 1)

チャネル i アナログ

内部出力(注 2)
DAE DAOEi DAAMPi DAASWi 

0 0 x x 停止 停止 Hi-Z Hi-Z 

0 1 0 0 動作 停止 アンプスルー Hi-Z 

0 1 0 1 動作 停止 Hi-Z アンプスルー

0 1 1 0 動作 動作 アンプ出力 Hi-Z 

0 1 1 1 動作 動作 Hi-Z Hi-Z 

1 x 0 0 動作 停止 アンプスルー Hi-Z 

1 x 0 1 動作 停止 Hi-Z アンプスルー

1 x 1 0 動作 動作 アンプ出力 Hi-Z 

1 x 1 1 動作 動作 Hi-Z Hi-Z 

注. x : Don't care 

注 1. 端子への出力 

注 2. ACMPHS への出力 

【訂正後】 

表 37.5 D/A変換とアナログ出力制御 

DACR DAAMPCR DAASWCR 
チャネル i の動作

チャネル iアンプ動

作 

チャネル i アナログ

外部出力(注 1)

チャネル i アナログ

内部出力(注 2)
DAE DAOEi DAAMPi DAASWi 

0 0 x x 停止 停止 Hi-Z Hi-Z 

0 1 0 0 動作 停止 アンプスルー Hi-Z 

0 1 0 1 動作 停止 Hi-Z アンプスルー

0 1 1 0 動作 動作 アンプ出力 Hi-Z 

0 1 1 1 動作 動作 Hi-Z Hi-Z 

1 x 0 0 動作 停止 アンプスルー Hi-Z 

1 x 0 1 動作 停止 Hi-Z アンプスルー

1 x 1 0 動作 動作 アンプ出力 Hi-Z 

1 x 1 1 動作 動作 Hi-Z Hi-Z 

注. x : Don't care 

注 1. 端子への出力 

注 2. ACMPHS、ADC への出力 
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【訂正前】 

表 46.36 A/D 変換特性（オーバーサンプリングモードとハイブリッドモード）(1) 

項目 Min Typ Max 単位 測定条件 

オーバー

サンプリ

ングモー

ドとハイ

ブリッドモ

ード 

アナログ入

力電圧範

囲 

シングルエンド入力電圧 VREFL0 - VREFH0 V - 

差動入力電圧(注 1) -VREFH0 - +VREFH0 V - 

分解能 - - 16 ビット - 

オーバーサン

プリング周期 

オーバーサンプリングモード 0.16 - - μs ● ADCLK: 50 MHz

● サンプリング時間：3ADCLK

● 逐次比較時間：5 ADCLK

● 断線検出アシスト機能不使用時

ハイブリッドモード 0.18 - - μs ● ADCLK: 50 MHz

● サンプリング時間：4ADCLK

● 逐次比較時間：5 ADCLK

● 断線検出アシスト機能不使用時

デジタルフィ

ルタ特性(注

2)

Sinc

フィル

タ 

初期遅延 - 22 - Fos - 

群遅延 - 11 - - 

正規化遮断周波数 - 0.033 - Fin/Fos - 

最小

位相フ

ィルタ 

初期遅延 - 22 - Fos - 

群遅延 - 2 - - 

正規化遮断周波数 - 0.116 - Fin/Fos - 

通過帯域リップル - <±0.01 - dB - 

注. Fos はオーバーサンプリング周波数です。 

注 1. 差動入力電圧は (AINP - AINN) です。 

● AINP は ANx の入力電圧であり、VREFL0 ≦ AINP ≦ VREFH0 です。

● AINN は ANy の入力電圧であり、VREFL0 ≦ AINN ≦ VREFH0 です。

（x = 2i, y = 2i +1, i = 0, 1, 2…（任意の整数）） 

注 2. 図 46.50 と図 46.51 を参照してください。
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【訂正後】 

表 46.36 A/D 変換特性（オーバーサンプリングモードとハイブリッドモード）(1) 

項目 Min Typ Max 単位 測定条件 

オーバー

サンプリ

ングモー

ドとハイ

ブリッドモ

ード 

アナログ入

力電圧範

囲 

シングルエンド入力電圧 VREFL0 - VREFH0 V - 

差動入力電圧(注 1) -VREFH0 - +VREFH0 V - 

分解能 - - 16 ビット - 

オーバーサン

プリング周期 

オーバーサンプリングモード 0.16 - - μs ● ADCLK: 50 MHz

● サンプリング時間：3ADCLK

● 逐次比較時間：5 ADCLK

● 断線検出アシスト機能不使用時

● 信号源インピーダンス：50Ω以下

ハイブリッドモード(注 3) 0.18 - - μs ● ADCLK: 50 MHz

● サンプリング時間：4ADCLK

● 逐次比較時間：5 ADCLK

● 断線検出アシスト機能不使用時

● 信号源インピーダンス：50Ω以下

デジタルフィ

ルタ特性(注

2)

Sinc

フィル

タ 

初期遅延 - 22 - /Fos - 

群遅延 - 11 - - 

正規化遮断周波数 - 0.033 - Fin/Fos - 

最小

位相フ

ィルタ 

初期遅延 - 22 - /Fos - 

群遅延 - 2 - - 

正規化遮断周波数 - 0.116 - Fin/Fos - 

通過帯域リップル - <±0.01 - dB - 

注. Fos はオーバーサンプリング周波数です。 

ハイブリッドモードの場合、Fos=1/(スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルのオーバーサンプリング周期の総和)です。

注 1. 差動入力電圧は (AINP - AINN) です。 

● AINP は ANx の入力電圧であり、VREFL0 ≦ AINP ≦ VREFH0 です。

● AINN は ANy の入力電圧であり、VREFL0 ≦ AINN ≦ VREFH0 です。

（x = 2i, y = 2i +1, i = 0, 1, 2…（任意の整数）） 

注 2. 図 46.50 と図 46.51 を参照してください。 

注 3. 1 チャネルあたりの値です。 
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